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Código:

Versión:

Fecha:
PLAN DE ESTUDIOS

NIVEL I NIVEL II NIVEL III NIVEL IV

4

Electiva IIIFísica instrumental  y de la medición
Métodos de Medición y Estimación de

Incertidumbre
Sistemas de Toma de Decisiones

Programación científica Metrología Electiva II

4 4 4

Seminario IV

114 4 4

Estadística Matemática Electiva I Seminario III

Nombre de la Asignatura

Profundización

COMPONENTES  DEL ÁREA

4 4 7
Iniciación científica

Investigación

TPS: Trabajo presencial semanal

Seminario I Seminario II

Créditos
TIT: Trabajo independiente  total

TPT: Trabajo presencial total

Código

3 3
TIS: Trabajo independiente  semanal

15 15 15

RESUMEN DEL PROGRAMA  POR ÁREAS

Iniciación científica

Investigación

Profundización

ÁREAS

TOTAL

15


